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DATOS GENERALES

Nombre del Curso

Fabricacion y Caracterizacion Eléctrica de Materiales y Dispositivos
Semiconductores

Justificacion
En esta experiencia educativa el estudiante adquirira conocimientos sobre técnicas
de fabricacion y caracterizacion eléctrica de materiales y dispositivos

semiconductores.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO ‘

Proporcionar al estudiante herramientas tedricas y practicas en la fabricacion y
caracterizacion de materiales y dispositivos semiconductores usando equipos de
laboratorio.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Fabricacion de materiales y dispositivos semiconductores

Objetivos particulares
Revisar los principales métodos de fabricacibn de materiales y dispositivos
semiconductores.

Temas
Métodos clasicos de fabricacion de dispositivos
* Crecimiento de cristales
» Dopado de semiconductores
* Tecnologias planares
* Fabricacion de estructuras metal-semiconductor
* Fabricacion de estructuras metal-semiconductor
* Fabricacion de estructuras metal-oxido-semiconductor
» Métodos de ataque y Litografia
* Técnicas de bajo costo

UNIDAD 2
Caracterizacion eléctrica de semiconductores

Objetivos particulares
Revisar los principales métodos de caracterizacion eléctrica de dispositivos
semiconductores.

Temas

Caracterizacion eléctrica




* Propiedades de semiconductores que afectan a sus propiedades eléctricas

* Medicién de la resistividad por el método de las 4 puntas

* Medicién de la resistividad por efecto Hall

« Caracterizacién corriente-voltaje (I-V)

* Caracterizaciéon por impedancia (I-S)

« Caracterizacién por capacitancia (C-V)

« Caracterizacion eléctrica a diferentes condiciones fisicas: temperatura,
iluminacién, y magnetismo.

TECNICAS DIDACTICAS Y ASPECTOS METODOLOGICOS
* Presentacion y discusion de los temas
* Resolucién de problemas
* Practicas de laboratorio

EQUIPO NECESARIO

* Pintarrén y plumones
* Proyecto de video
» Conexion a internet
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REFERENCIAS ELECTRONICAS (Ultima fecha de acceso:)
https://www.uv.mx/dgbuv/

Otros Materiales de Consulta:

Articulos cientificos de las revistas: Nature, Advanced Functional Materials,
Sensors, IEEE Journals, y Journal of Applied Physics.
EVALUACION
SUMATIVA
Aspecto a Evaluar Forma de Evidencia Porcentaje
Evaluacion
Aprendizaje de los conceptos Examenes
P J P Examen resueltos y 70%
del curso e
calificaciones.
. Evaluacion de Problemas y
Resolucion de problemas en .
. problemas y trabajos resueltos y 30%
casa y desarrollo de trabajos. . .
trabajos. calificaciones.
Total 100%




